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Sloj-po-sloj metoda (eng. Layer-by-Layer)

Polielektrolitni viseslojevi — elektrostatske
interakcije u prvom planu

Supstrat



Primjena
povrsina nastalih
sloj-po-sloj
metodom

polielektrolitni
visesloj




Primjena
povrsina nastalih

sloj-po-sloj
metodom

stanica

Sustavi za dostavu terapija —
Drug delivery







Promjena stanja polarizacije elipticki polariziranog
svjetla

~

p =—L = tan(¥) e

S

Odredivanje debljine viSesloja — od nekoliko
angstrema do nekoliko mikrometara

Linearan i eksponencijalan rast viSeslojeva
plazmidske DNA i hiperrazgranatog poli(amido
amina) — stani¢na adhezija

Izvor svjetlosti Detektor

Polarizator Polarizator

Uzorak



e Kontinuirano i kvantitativno odredivanje
koli¢ine adsorbiranih tvari na ravnoj i glatkoj
povrsini

* Pracenje adsorpciju i desorpcije polielektrolitnih
viseslojeva

* Promjena polarizacije mjeri se detekcijom
intenziteta paralelne /; i okomite /,
komponente reflektirane polarizirane svjetlosti.
Omijer njihovih intenziteta naziva se sighalom
Sor @ promjena AS je direktno proporcionalna

masi adsorbiranoj na povrsini
_AS 1

= — —
SOAS

Opticka

reflektometrija

* A, faktor osjetljivosti




. * Kvantitativna analiza

Beer-Lambertov zakon :

Iy
A= logT = ecL

Spe ktrOSkOpija * Apsorpcijski spektri polielektrolita

ultra |jubiéastog | . Odredivgnje broja potrebnih ciklusa
T v : . adsorpcije polielektrolita — kontrola

Vldlj IVOE ZIraCenja o debljine visesloja

—ad UV-VIS _ * Optimizacija priprave polielektolitnih

viseslojeva —ispiranje

* Oblik rasta - polielektrolitni viSeslojevi
kitozan/hijaluronan rastu linearno




Piezoelektri¢ni efekt

Promjena rezonantne frekvencije u odnosu na
kristal bez polielektrolitnog sloja
Sauerbreyeva jednadzba
—ZfOZAm
Af =

A tqPq

A aktivna povrsina piezoelektricnog kristala, p,
modul smicanja i p, gustoca kristala kvarca

Pracenje rasta polielektrolitnog sloja i otpustanje
ibuprofena

Kvarce

Elektrode (Au)

Molekule analita
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 Difuzijski koeficijent — hidrodinamicki
promjer

_ kgT
~ 6mnRy

Raspriena svjetlost

» Karakterizacija i optimizacija sinteze
Supljih nanokapsula

Vrijeme

* Adsorpcijska gusto¢a — Ohshima model
(Kovacevic et al)



I Mikroelektroforeza

* Elektroforetska pokretljivost — elektrokineticki
(zeta) potencijal

e Aproksimacija Smoluchowskog

H=—
Y]

* Predznak naboja elektrokineticke jedinice -
adsorpcijom polielektrolitnih viseslojeva se
mijenja

 Stabilnost koloidne otopine

Zeta potencijal (mV)
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Broj polielektrolitnih slojeva



Detektor

> Fotodiode

Mikroskopija atomskih sila
- AFM

Laser

Sonda i vrh

* Hookov zakon — otklon od ravnoteZnog poloZaja Povrsina uzorka

* Topoloski opis, hrapavost povrsine i debljina

b)

sloja =
80 @ il
. o o . oV . 5 =
* Debljina polielektrolitnih viseslojeva u skladus g g
pozicijom protuiona u Hofmeisterovoj seriji ~:'60 2 4
5 50 ”
» Karakterizacija elasti¢nosti mikrokapsula = 40 B 3
B s =
[N -
20 g
10 1 -
g s |98
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Broj slojeva



Jednostavnosti pripreme dobro
definiranih povrsina i velike raznolikosti
sintetiziranih materijala

* Imobilizacijom antibiotika/inhibitora
korozija unutar viseslojeva

* Biomimeticki sustavi kontroliraju
interakciju stanica s povrSinama

* Pracenje rasta polielektrolitnih
viseslojeva strukturalnim i
spektroskopskim metodama
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